A 1I/11. el6adas dsszefoglalasa a tankdnyv fejezetei alapjan: Mikroszkopos modszerek
(folytatas, lasd a gyakorlatokat is), Aramlési citometria és sejtszeparalés

V1/2.2.2. Felbontdképesség, Abbe elv .
Amennyiben az objektiv nyilassz6gén belill a targy egyetlen pontjabdl kiinduld
hullamkeép, illetve két kozeli pontbol kiinduld hullamok interferencidjanak hullamképe
nem kiilonboztethetd meg, akkor a két pont sem.
Mikroszképban csak akkor kapunk képet, ha a targyon elhajlott sugarak koziil
legalabb az elsérendben elhajlottak bejutnak a mikroszkop targylencséjébe, és részt
vesznek a képalkotasban, azaz, ha az objektiv fokuszsikjaban a fémaximumon kiviil
legalabb az elsérendii mellékmaximumok is létrejonnek.

V1/2.3. Specialis mikroszkdpok

V1/2.3.1. Sztereomikroszkop

V1/2.3.2. Ultramikroszkop

V1/2.3.3. Fluoreszcenciamikroszkop

V1/2.3.4. Polarizacids mikroszkop
Optikai anizotropia, kettdstorés: a kiilonbozo polarizacios sika hulldmok kiilonb6zo
sebességgel terjednek a kdzegben, ami a polarizacios allapotok megvaltozasdhoz
vezet.

V1/2.3.5. Faziskontraszt-mikroszkop
A nulladrendi hullam ko6zépsd, kitiintetett helyzete miatt mindig megjelenik a
fokuszsikban, ezért a leképezésben is Kitiintetett szerepe van. Itt lehetdségiink nyilik
a leképezésbe valo beavatkozasra.
Ha a nulladrendii hulldmhoz azonos illetve ellentett fazissal adjuk hozz4 a t6bbi
rendben lathaté hullamokat, akkor kontrasztos képet kapunk. Ha azonban a
nulladrendii és a tobbi hullam kozott kozel 90°-os faziskiilonbség van, akkor csak tigy
tehetjiik kontrasztosabba a képet, ha el6zéleg a nulladrendli hullamok fazisat
megvaltoztatjuk pl. egy odahelyezett Gn. kontrasztlemezzel.

X/3. Modern fénymikroszkopiai eljarasok

X/3.1. Konfokalis 1ézer-pasztazémikroszkdopia, CLSM
Konjugalt fokalitas: a fokuszsikon kiviili fotonok kirekesztése azt eredményezi, hogy
a hagyomanyos mikroszkdpos képhez képest keskeny, jol definialt rétegbdl Iehet éles
képet kapni.
A dikroikus tiikor szerepe: a gerjesztd €s emittalt fény szétvalasztasa.

X/5. Elektronmikroszkopia.

X/5.1. Az elektronmikroszkop felbontasa
A felbontas az elektronnyaldbhoz rendelt rovid hullimhossza anyaghullam miatt lesz
nagy: A= h/p, ahol p = mo az elektron impulzusa.

X/5.2. Az elektronmikroszkop felépitése

X/5.3. Az elektron-nyalab kolcsonhatdsa a mintaval, mérési lehetdségek

X/5.3.1. Transzmisszids elektronmikroszkopia: TEM

X/5.3.2. Pasztaz6 (scanning) elektronmikroszkopia: SEM

VI/4. Aramlasi citometria és sejtszeparalas
Sejtpopulédciok kvantitativ jellemzésére és az egyes alkotok elkiilonitésére szolgal.
Alapja: fényszoras €s fluoreszcens jelzéstechnika.

VI/4.1. Az 4dramlasi citométerek miikodésének altalanos elvei

V1/4.2. A mérési eredmények feldolgozasa, adattarolas

V1/4.3. Sejtszeparalas

V1/4.4. Az dramlasi citometria néhany alkalmazasa

V1/4.4.1. DNS-tartalom-mérés

V1/4.4.2. Immunofluoreszcencia



